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摘要(译)

本发明公开了一种段差测量方法，包括：在待测物体表面选取测量基准
点，将测量基准点的值设置为对照值；选取待测量的点位；测距仪器移
动到待测量的点位的正上方；测距仪器以待测量的点位为起点，分别向
至少两个方向移动并测量；将测距仪器在移动过程中测得的数据与对照
值进行对比并记录或输出比对结果。通过上述方式，本发明能够同时监
控物体表面至少两个方向上的平整度。本发明还公开了一种段差测量装
置、一种液晶显示基板制造方法。
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